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(54) VERFAHREN ZUM EINEINDEUTIGEN IDENTIFIZIEREN EINES DOKUMENTS SOWIE

SICHERHEITS- ODER WERTDOKUMENT

(67)  Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum einein-
deutigen Identifizieren eines Dokuments (1), welches als
ein Sicherheits- oder ein Wertdokument ausgebildet ist,
wobeidas Verfahren die folgenden Schritte aufweist: Be-
reitstellen eines Dokuments (1), welches aus einem oder
mehreren Materialien hergestellt ist; Bestimmen eines
Materialvergleichsparameters fir eine Materialeigen-
schaft in zumindest einem Materialabschnitt (4) des Do-
kuments (1); Speichern von den Materialvergleichspara-
meter angebenden Vergleichsdaten in einem lokalen
Speicher des Dokuments (1) und / oder einer zentralen
Datenbank (3) und Bestimmen des Dokuments (1), wo-
bei hierbei ein Materialpriifparameter fiir den zumindest

einen Materialabschnitt (4) und / oder einen weiteren Ma-
terialabschnitt des Dokuments (1), der von dem zumin-
dest einen Materialabschnitt (4) verschieden ist, be-
stimmt wird; die Vergleichsdaten aus dem lokalen Spei-
cher des Dokuments (1) und / oder der zentralen Daten-
bank (3) ausgelesen und mit Priifdaten verglichen wer-
den, die den Materialpriifparameter angeben; und das
Dokument (1) als eineindeutig identifiziert bestimmt wird,
wenn beim Vergleichen der Prifdaten und der Ver-
gleichsdaten festgestellt wird, das der Materialprifpara-
meter innerhalb vorgegebener Parametergrenzen dem
Materialvergleichsparameter entspricht. Weiterhin ist ein
Sicherheits- oder Wertdokument (1) vorgesehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum einein-
deutigen Identifizieren eines Dokuments, welches als ein
Sicherheits- oder ein Wertdokument ausgebildet ist, so-
wie ein Sicherheits- oder Wertdokument.

Hintergrund

[0002] Derartige Dokumente sind in verschiedenen
Ausfiihrungsformen als solche bekannt. Hierzu gehéren
beispielsweise Sicherheitsdokumente wie Ausweise,
Reisepasse oder Identitatskarten, sowie Wertdokumen-
te beispielsweise Kreditkarten oder Banknoten. Das Do-
kument kann zum Beispiel in Buch- oder Passform mit
Dokumenthiille und Dokumenteinlage oder als Plastik-
karte, sei es mit oder ohne Chipmodul, vorliegen.
[0003] Zur eineindeutigen Identifizierung weisen sol-
che Sicherheits- oder Wertdokumente ein oder mehrere
Sicherheitsmerkmale auf. Optische Sicherheitsmerkma-
le sind als solche zum Beispiel in dem Dokument DE 10
2007 015 934 A1 genannt.

Zusammenfassung

[0004] AufgabederErfindungistes, ein Verfahren zum
eineindeutigen ldentifizieren eines als Sicherheits- oder
Wertdokument ausgefiihrten Dokuments sowie ein Si-
cherheits- oder Wertdokument anzugeben, mit denen ei-
ne eineindeutige Dokumentenidentifizierung auf verein-
fachte Art und Weise ermdglicht ist.

[0005] Zur Lésung sind ein Verfahren zum eineindeu-
tigen ldentifizieren eines Dokuments, das ein Sicher-
heits- oder ein Wertdokument ist, sowie ein Sicherheits-
oder Wertdokument nach den unabhéngigen Anspri-
chen 1 und 15 vorgesehen. Alternative Ausgestaltungen
sind Gegenstand von abhangigen Unteranspriichen.
[0006] Nach einem Aspekt ist ein Verfahren zum ein-
eindeutigen ldentifizieren eines als Sicherheits- oder
Wertdokument ausgefiihrten Dokuments geschaffen,
bei dem das Dokument bereitgestellt wird, welches aus
einem oder mehreren Materialien hergestellt ist. Es wird
ein Materialvergleichsparameter fiir eine Materialeigen-
schaft in zumindest einem Materialabschnitt des Doku-
ments bestimmt. In einem lokalen Speicher des Doku-
ments und / oder einer zentralen Datenbank werden Ver-
gleichsdaten gespeichert, die den Materialvergleichspa-
rameter angeben oder anzeigen. Das Dokumentwird be-
stimmt, wobei hierbei Folgendes vorgesehen ist: ein Ma-
terialprifparameter wird fir den zumindest einen Mate-
rialabschnitt und / oder einen weiteren Materialabschnitt
des Dokuments bestimmt, der von dem zumindest einen
Materialabschnitt verschieden ist; die Vergleichsdaten
werden aus dem lokalen Speicher des Dokuments und
/ oder der zentralen Datenbank ausgelesen und mit Prif-
daten verglichen, die den Materialpriifparameter ange-
ben; und das Dokument wird als eineindeutig identifiziert
bestimmt, wenn beim Vergleichen der Priifdaten und der
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Vergleichsdaten festgestellt wird, das der Materialprif-
parameter innerhalb vorgegebener Parametergrenzen
dem Materialvergleichsparameter entspricht.

[0007] Nacheinem weiteren Aspektistein Sicherheits-
oder Wertdokument geschaffen, welches mit dem Ver-
fahren eineindeutig identifizierbar ist, wobei in einem lo-
kalen Datenspeicher des Sicherheits- oder Wertdoku-
ments Vergleichsdaten gespeichert sind, die einen Ma-
terialvergleichsparameter flir zumindest einen Material-
abschnitt des Dokuments anzeigen.

[0008] Mit den vorgeschlagenen Technologien ist die
Moglichkeit geschaffen, das Sicherheits- oder Wertdo-
kument anhand einer bestimm- oder messbaren Materi-
aleigenschaft eineindeutig zu identifizieren. Es wird also
eine eineindeutig dem Dokument zuordenbare Materi-
aleigenschaft als Materialsignatur ("Materialfingerab-
druck") fir das Identifizieren des Sicherheits- oder Wert-
dokuments genutzt. Es kann sich um eine beliebige Ma-
terialeigenschaft des Dokuments handeln, die herstel-
lungsbedingt beim Erzeugen des Dokuments oder nicht
herstellungsbedingt bereitgestellt wird, sei es gezielt
oder zufallig. So kann auch eine Materialeigenschaft des
oder der fur das Dokument genutzten Materialien, die
den Materialien zu eigen ist und durch den Herstellungs-
prozess nicht verandert wird, fir die Materialsignatur he-
rangezogen werden, sei es als einzelnes oder ergdnzen-
des Signaturmerkmal.

[0009] Wesentlich ist die Eineindeutigkeit der Zuord-
nung zum Dokument. Eineindeutigkeit bedeutet hierbei,
dass jedes Sicherheits- oder Wertdokument genau eine
Materialsignatur (eine Materialeigenschaft oder Kombi-
nation von Materialeigenschaften) hat, die sie von ande-
ren Dokumenten unterscheidet, und zu jeder Materialsi-
gnatur gehdrt genau ein Sicherheits- oder Wertdoku-
ment.

[0010] Eskannvorgesehensein, das Sicherheits- oder
Wertdokument allein anhand der Materialsignatur ein-
eindeutig zu identifizieren.

[0011] Beim Vergleichen des Materialvergleichspara-
meter und des Materialpriifparameters kann eine Uber-
einstimmung oder Entsprechung festgestellt werden,
wenn die Parameter sich innerhalb vorgegebener Prifto-
leranzen entsprechen.

[0012] DerMaterialpriifparameter und der Materialver-
gleichsparameter kdnnen mittels eines optischen Mess-
verfahrens bestimmt werden. Auf diese Weise ist das
Sicherheits- oder Wertdokument anhand einer optisch
stimmbaren Materialsignatur eineindeutig identifizierbar.
Die Materialsignatur ist optisch bestimmbar.

[0013] DerMaterialpriifparameter und der Materialver-
gleichsparameter kénnen bei dem optischen Messver-
fahren als ein Parameter flr eine optische Eigenschaft
aus der folgenden Gruppe bestimmt werden: Transmis-
sion, Absorption, Reflexion und Emission. Eine oder
mehrere optische Eigenschaften des Materials des Do-
kuments koénnen fir den Vergleich des Materialver-
gleichsparameters und des Materialpriifparameters he-
rangezogen werden.
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[0014] DerMaterialpriifparameterund der Materialver-
gleichsparameter kénnen eine spektral aufgeloste Ma-
terialsignatur bilden, bei der der Materialpriifparameter
und der Materialvergleichsparameter eine spektral auf-
geloste Materialeigenschaft betreffen. Bei einer spektral
aufgeldsten Materialeigenschaft sind Materialprifpara-
meter und Materialvergleichsparameter, die eine belie-
bige optische Eigenschaft betreffen kdnnen, einer be-
stimmten Wellenlange oder einem Wellenldngenbereich
zugeordnet. So kann es sich zum Beispiel um Absorpti-
ons- oder Transmissionswerte bei einer vorgegebenen
Wellenlange oder einem vorgegebenen Wellenlangen-
bereich handeln. Auch die Emission, beispielsweise in
Form der Fluoreszenz, kann fir eine Wellenlange oder
einen Wellenldngenbereich bestimmt werden.

[0015] Der Materialvergleichsparameter und der Ma-
terialprufparameter kénnen jeweils in demselben lokalen
Bereich des zumindest einen Materialabschnitts des Do-
kuments bestimmt werden. Alternativ kénnen der Mate-
rialprifparameter und der Materialvergleichsparameter
in unterschiedlichen lokalen Materialabschnitten des Do-
kuments bestimmt werden, wenn in den unterschiedli-
chen lokalen Materialabschnitten die zum eineindeutigen
Identifizieren genutzte Materialeigenschaft ausgebildet
ist.

[0016] In den alternativen Ausgestaltungen kann vor-
gesehen sein, dass in dem lokalen Speicher des Doku-
ments und / oder der zentralen Datenbank elektronische
Daten hinterlegt sind, die insbesondere angeben, in wel-
chem lokalen Materialabschnitt des Dokuments (Lage-
oder Ortsbestimmung) der Materialpriifparameter zu be-
stimmen ist. Beim Bestimmen des Dokuments kdnnen
diese elektronischen Daten ausgelesen werden, um an-
schlielRend den Materialpriifparameter fir den oder die
anhand der elektronischen Daten identifizierten Materi-
alabschnitte des Dokuments zu bestimmen. Die elektro-
nischen Daten kénnen hierbei den Materialabschnitt an-
geben, in welchem der Materialvergleichsparameter be-
stimmt wurde. Ergdnzend oder alternativ kénnen die
elektronischen Daten einen lokalen Materialabschnittan-
geben, in welchem der Materialpriifparameter zu bestim-
menist. Beispielsweise kann der lokale Materialabschnitt
des Dokuments in relativer Beziehung zu und beabstan-
det von einem Bezugspunkt auf dem Dokument ange-
geben sein, zum Beispiel in Bezug auf ein Foto oder eine
andere Abbildung auf dem Dokument.

[0017] Der Materialvergleichsparameter und der Ma-
terialpriifparameter kénnen in einem Materialabschnitt
des Dokuments bestimmt werden, welcher eine herstel-
lungsbedingte Anderung oder Anomalie der Materialei-
genschaften aufweist. Alilgemein kénnen insbesondere
Materialabschnitte fir die Materialsignatur herangezo-
gen werden, die sich hinsichtlich wenigstens einer Ma-
terialeigenschaft von anderen Materialabschnitten des
Dokuments unterscheiden, insbesondere von anderen
Materialabschnitten auflerhalb eines Sicherheitsmerk-
mals. Auf diese Weise kdnnen lokale Anderungen einer
oder mehrerer Materialeigenschaften mittels des Mate-
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rialvergleichsparameters und des Materialpriifparame-
ters zum eineindeutigen ldentifizieren des Dokuments
herangezogen werden.

[0018] Der Materialvergleichsparameter und der Ma-
terialpriifparameter kénnen in einem Materialabschnitt
des Dokuments bestimmt werden, welcher hinsichtlich
der Materialeigenschaft gleich anderen Materialab-
schnitten des Dokuments ausgebildetist. Bei dieser Aus-
fuhrungsform kénnen ein oder mehrere Materialeigen-
schaften des Materials des Dokuments herangezogen
werden, die nicht nur fir einen lokalen Materialabschnitt
des Dokuments, sondern auch fiir weitere Materialab-
schnitte des Dokuments charakteristisch sind. Beispiels-
weise kann ein eineindeutig dem Dokument zuordenba-
res Absorptions- oder ein Transmissionsverhalteninden
verschiedenen Materialabschnitten im Wesentlichen
gleich sein.

[0019] Der Materialvergleichsparameter und der Ma-
terialpriifparameter kénnen in dem zumindest einen Ma-
terialabschnitt des Dokuments, welcher eine fiir das Do-
kument eineindeutige Materialeigenschaft aufweist, und
zuséatzlich in einem Materialabschnitt des Dokuments be-
stimmt werden, welcher keine fiir das Dokument einein-
deutige Materialeigenschaft aufweist. Bei dieser Ausfih-
rungsform ist vorgesehen, mehrere Materialeigenschaf-
ten in den Vergleich von Materialvergleichsparameter
und Materialpriifparameter einzubeziehen. So kann eine
nicht eineindeutige Materialeigenschaft in einem ersten
Schritt dazu dienen, dass zu identifizierende Sicherheits-
oder Wertdokument einer vorgegebenen Klasse oder
Gruppe zuzuordnen (Klassifizierung), zum Beispiel der
Klasse "Betriebsausweis" oder "Personalausweis", um
dann innerhalb der Klasse oder Gruppe das Dokument
anhand der eineindeutigen  Materialeigenschaft
schlieRlich eineindeutig zu identifizieren.

[0020] Das Dokument kann ein zum eineindeutigen
Identifizieren des Dokuments auswertbares Sicherheits-
merkmal aufweisen, und die durch den Materialver-
gleichsparameter angegebene Materialeigenschaft
kann nicht mit dem Sicherheitsmerkmal in Verbindung
stehen, was bedeuten kann, dass die eineindeutige Ma-
terialeigenschaft nicht durch das Herstellen des Sicher-
heitsmerkmals verursacht oder hierdurch beeinflusst ist.
Auch mehrere Sicherheitsmerkmale kdnnen vorgesehen
sein. Ein oder mehrere Sicherheitsmerkmale kénnen op-
tisch bestimmbare Sicherheitsmerkmale sein, wie sie als
solche in verschiedenen Ausfiihrungen bekannt sind.
[0021] Der zumindest eine Materialabschnitt des Do-
kuments kann auflerhalb eines von dem Sicherheits-
merkmal erfassten Materialabschnitts des Dokuments
angeordnet sein. Der zumindest eine Materialabschnitt
des Dokuments ist dann frei von dem mindestens einen
Sicherheitsmerkmal. Auch der Materialabschnitt des Do-
kuments, welcher keine fiir das Dokument eineindeutige
Materialeigenschaft aufweist, kann auRerhalb des Si-
cherheitsmerkmals angeordnet sein. Bei dieser Ausfiih-
rungsform wird der Materialvergleichsparameter fiir ei-
nen oder mehrere Materialabschnitte bestimmt, die au-
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Rerhalb und getrennt von dem mindestens einen Sicher-
heitsmerkmal gebildet sind. Dieses kann insbesondere
bedeuten, dass der untersuchte Materialabschnitt hin-
sichtlich seiner Materialeigenschaften nicht durch das
Ausbilden und das Herstellen des oder der Sicherheits-
merkmale in dem Dokument beeinflusst ist.

[0022] Das Bestimmen des Dokuments kann weiterhin
Folgendes umfassen: Auswerten des Sicherheitsmerk-
mals zum ldentifizieren des Dokuments und eineindeu-
tiges ldentifizieren des Dokuments, wenn der Material-
prifparameter dem Materialvergleichsparameter ent-
spricht und das Dokument zusétzlich anhand des Sicher-
heitsmerkmals identifiziert wird. Hierbei ist vorgesehen,
die eineindeutige Identifizierung des Dokuments weiter
abzusichern, indem Materialsignatur und Sicherheits-
merkmal ausgewertet werden. Das Prifen von Sicher-
heitsmerkmalen ist als solches in verschiedenen Ausfiih-
rungen bekannt.

[0023] Der Materialvergleichsparameter und der Ma-
terialprifparameter kdnnen in wenigstens einem weite-
ren Materialabschnitt des Dokuments bestimmt werden.
Hierbei kann vorgesehen sein, dass in dem Materialab-
schnitt und dem weiteren Materialabschnitt jeweils die-
selbe Materialeigenschaft gepriift wird, beispielsweise
eine optische Eigenschaft wie Absorption oder Trans-
mission des Materials. Der weitere Materialabschnitt
kann auf3erhalb oderinnerhalb des Sicherheitsmerkmals
angeordnet sein.

[0024] Der Materialvergleichsparameter und der Ma-
terialprifparameter kbnnen in einer Vielzahl verschiede-
ner Materialabschnitten des Dokuments, die wahlweise
voneinander beabstandet oder aneinandergrenzend an-
geordnet sind, bestimmt werden, die Gber eine Gesam-
toberflache oder einen Teilbereich hiervon des Doku-
ments verteilt angeordnet sind. Hierdurch kann das Ver-
fahren zum Identifizieren des Dokuments weiter verfei-
nert und abgesichert werden. Gleiche oder unterschied-
liche Materialeigenschaften kdnnen Uber einen Grofiteil
der Flache oder die Gesamtflache des Dokuments ab-
gepruft werden.

[0025] Ein weiterer Materialvergleichsparameter und
ein zugeordneter weiterer Materialprifparameter kon-
nen bestimmt und in das Bestimmen des Dokuments
dem Auswerten des Materialvergleichsparameters und
des Materialprifparameters entsprechend einbezogen
werden. Auf diese Weise kdnnen Gruppen von Materi-
alsignaturen fir das Dokument zum eineindeutigen Iden-
tifizieren herangezogen werden. Beidieser oder anderen
Ausfiihrungsformen kénnen sich die Materialsignaturen
auf Materialeigenschaften beziehen, die nicht mit dem
einen oder den mehreren Sicherheitsmerkmalen des Do-
kuments in Verbindung stehen, insbesondere also nicht
durch die Herstellung des einen oder der mehreren Si-
cherheitsmerkmale in dem Sicherheits- oder Wertdoku-
ment bedingt, beeinflusst oder hervorgerufen sind.
[0026] In Verbindung mit dem Sicherheits- oder Wert-
dokument gelten die vorangehend gemachten Erlaute-
rungen flr alternative Ausgestaltungen des Verfahrens
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zum eineindeutigen Identifizieren entsprechend.

Beschreibung von Ausfiihrungsbeispielen

[0027] Im Folgenden werden weitere Ausfiihrungsbei-
spiele unter Bezugnahme auf Figuren einer Zeichnung
naher erlautert. Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Anord-
nung zum eineindeutigen ldentifizieren eines
als Kunststoff- oder Chipkarte, auch Plastikar-
te, ausgefihrten Sicherheits- oder Wertdoku-
ments;

eine schematische Darstellung zu Verfahrens-
schritten beim eineindeutigen ldentifizieren ei-
nes Sicherheits- oder Wertdokuments;

eine schematische Darstellung einer Vorrich-
tung zum zerstérungsfreien Bestimmen einer
laminierten Schichtanordnung fiir einen Korper
einer Kunststoffkarte;

eine schematische Darstellung zu den opti-
schen MessgréfRen Reflexion und Transmissi-
on an einer Schichtanordnung mit gestapelten
Kunststofffolienschichten im laminierten Zu-
stand;

eine schematische Darstellung zu den opti-
schen MessgréfRen Reflexion und Transmissi-
on an einer Schichtanordnung mit gestapelten
Kunststofffolienschichten im laminierten Zu-
stand, wobei Fehlstellen in der Schichtanord-
nung vorhanden sind;

eine schematische Darstellung zu den opti-
schen MessgréfRen Reflexion und Transmissi-
on fur eine Schichtanordnung mit gestapelten
Kunststofffolienschichten im nichtlaminierten
Zustand; und

eine schematische Darstellung einer weiteren
Vorrichtung zum zerstérungsfreien Bestimmen
einer laminierten Schichtanordnung fir einen
Korper einer Kunststoffkarte.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

[0028] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Anordnung mit einem als Chipkarte 1 ausgefihrten
Sicherheitsdokument, einer Prifeinrichtung 2 sowie ei-
ner zentralen Datenbank 3. Zwischen der Prifeinrich-
tung 2 und der zentralen Datenbank 3 kdnnen elektroni-
sche Daten ausgetauscht werden, wobei die Datenkom-
munikation eine drahtlose und / oder ein leitungsgebun-
den Datenuibertragung umfassen kann.

[0029] Zum eineindeutigen Identifizieren der Chipkar-
te 1, die auch als Wertdokument nutzbar ist, zum Beispiel
als Werttoken, wird mithilfe der Prifeinrichtung 2 ein Ma-
terialpriifparameter bestimmt. Der Materialpriifparame-
ter gibt eine Materialeigenschaft fir wenigstens einen
lokalen Materialabschnitt 4 auf der Chipkarte 1 an. Bei-
spielsweise kann es sich um einen optisch bestimmbaren
Materialpriifparameter handeln, zum Beispiel betreffend
Absorption, Transmission, Reflexion und / oder Emissi-
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on. Alternativ oder erganzend kann der Materialprifpa-
rameter eine Refraktion, den Brechungsindex und / oder
die Lichtstreuung des Materials betreffen. Aus optischen
Messgrofien kdnnen auch nicht-optische Materialeigen-
schaften abgeleitet werden, zum Beispiel eine Material-
dichte.

[0030] Der Materialpriifparameter kann spektral auf-
geldst bestimmt werden, beispielsweise dadurch, dass
wellenabhéngig Lage und / oder Intensitat von Absorp-
tions-, Emissions-, Reflexions- und / oder Transmissi-
onsbanden bestimmt werden. Das Bestimmen von opti-
schen Materialpriifparameternist als solchesin verschie-
denen Ausflihrungsformen bekannt und wir unten fur bei-
spielhafte Ausfiihrungsformen noch naher erlautert.
[0031] Fir den gemessenen Materialpriifparameter
werden mittels der Prifeinrichtung 2 Prifdaten in Form
elektronischer Daten erzeugt, um die Prifdaten mit Ver-
gleichsdaten zu vergleichen, die einen Materialver-
gleichsparameter angeben, der zuvor bestimmt und fiir
den in der zentralen Datenbank 3 die Vergleichsdaten
hinterlegt wurden. Der Materialvergleichsparameter, den
die Vergleichsdaten anzeigen, identifiziert die Chipkarte
1 eineindeutig und kann so fiir den Vergleich mit den
Prifdaten herangezogen werden, um die Chipkarte 1 zu
identifizieren.

[0032] Alternativ oder erganzend koénnen die Ver-
gleichsdaten in einem lokalen Datenspeicher eines in die
Chipkarte 1 integrierten Chipmoduls 5 gespeichert sein.
Der lokale Datenspeicher ist Teil des Chipmoduls 5 in
der Chipkarte 1, mit dem in Ublicher Art und Weise elek-
tronische Daten ausgetauscht werden kénnen. In einer
Ausfiihrungsform ist die Prifeinrichtung 2 eingerichtet,
den Materialvergleichsparameter und den Materialpriif-
parameter zu bestimmen und elektronische Daten mit
dem Chipmodul 5 auszutauschen. Alternativ zur Chip-
karte kann eine Plastikkarte ohne Chipmodul vorgese-
hen sein.

[0033] Das Chipmodul 5 kann fiir eine kontaktbehaf-
tete und / oder eine kontaktlose Datenkommunikation
eingerichtet sein, zum Beispiel unter Nutzung der RFID-
Technologie.

[0034] Das Vergleichen von Prifdaten und Vergleichs-
daten kann in der Prifeinrichtung 2 selbst und / oder in
einer Servereinrichtung 6 stattfinden, die eingerichtet
sein kann, mit der Prifeinrichtung 2 und wahlweise mit
der zentralen Datenbank 3 Daten auszutauschen.
[0035] Das als Chipkarte 1 ausgefihrte Sicherheits-
oder Wertdokument verfligt weiterhin Uber ein Sicher-
heitsmerkmal 7, welches erganzend oder alternativ zum
eineindeutigen Identifizieren der Chipkarte 1 in tGblicher-
weise auswertbar ist. Bei dem Sicherheitsmerkmal 7
kann es sich um eines der folgenden optischen Sicher-
heitsmerkmale handeln, die als solche in verschiedenen
Ausfiihrungsformen bekannt sind (vgl. zum Beispiel DE
10 2007 015 934 A1):

- Guillochen: Guillochen werden mit Hilfe von so ge-
nanntem Liniendruck auf das Dokument aufge-
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druckt. Sie bestehenim Allgemeinen aus in verschie-
denen Farben tibereinander gedruckten Wellen-und
Schleifenmustern;

- Mikro-Schrift - Hierbei handelt es sich um aufge-
druckte Schriftzlige in kleinster Schrift. Mit bloRem
Auge lasst sich die Mikro-Schrift kaum erkennen.
Beispielsweise ist Mikro-Schrift auf den Euro-Bank-
noten als Bildelement in die Motive eingearbeitet.
Mit Hilfe einer Lupe kann die Mikro-Schrift gelesen
werden;

- Metamere Systeme - Aufgrund metamerer Farb-
gleichheit kénnen unterschiedliche spektrale Zu-
sammensetzungen des Lichts bei Menschen den
gleichen Farbeindruck hervorrufen und zum Beispiel
mittels Farbfiltern oder variablen Beleuchtungsquel-
len optisch wahrnehmbar gemacht werden;

- Aufdrucke mit Fluoreszenz-, Phosphoreszenz- und
/ oder Up-Conversion-Farben;

- Aufdrucke mit Infrarot-Farbe: Die Farbe wird nur un-
ter Infrarot-Strahlung fir Lesegerate mit entspre-
chenden Sensoren detektierbar. Beispielsweise
sind Euro-Banknoten mit diesem optischen Sicher-
heitsmerkmal ausgestattet;

- Barcodes, insbesondere ein- oder zweidimensiona-
le Barcodes, monochrom oder mehrfarbig;

- Optisch variable Farben (OVI - Optical Variable Ink):
Bei einer optisch variablen Farbe &ndert sich der Far-
beindruck je nach Betrachtungswinkel, da das Licht
an den Pigmenten gebrochen, gestreut oder reflek-
tiert wird;

- Hologramme und Kinegrame (transparent oder re-
flektierend);

- Wasserzeichen;

- digitale Wasserzeichen, die eine sichtbare und/oder
maschinell auslesbare Information tragen;

- Passerdruck: Verschiedene Muster oder Symbole
werden so Uiber- oder aneinander gedruckt, dass sie
zusammen ein bestimmtes Bild ergeben. Kleinste
Abweichungen im Stand, d. h. so genannte Passe-
rungenauigkeiten, kdnnen leicht mit bloRem Auge
erkannt werden. Wenn sich die Teilbilder auf ver-
schiedenen Seiten des Dokuments, wie zum Bei-
spiel einer Banknote, befinden, bezeichnet man die-
ses optische Sicherheitsmerkmal als Durchsichts-
passer;

- Durchsichtsfenster: Ein Fenster aus einer transpa-
renten Kunststofffolie ist in dem Dokument eingear-
beitet;

- Melierfasern: Dem Papier des Dokuments werden
Fasern beigemischt, die unter UV-Licht in verschie-
denen Farben leuchten;

- Sicherheitsfaden; und

- Mikroperforation.

[0036] Die Prifung der eineindeutigen Materialsigna-
tur im lokalen Materialabschnitt 4 erfolgt auRerhalb des
von dem Sicherheitsmerkmale 7 erfassten Bereiches der
Chipkarte 1.
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[0037] Es kann vorgesehen sein, beim ldentifizieren
der Chipkarte 1 eine jeweilige Materialeigenschaft fir
mehrere lokale Bereiche 8 zu erfassen, die Uber die
Oberflache der Chipkarte 1 verteilt sind, zum Beispiel
matrixartig (vgl. Fig. 1). Es entsteht dann eine Gruppe
von (lokalen) Materialeigenschaften, die die Chipkarte
eineindeutig identifiziert. Im Fall einer digitalen Bildaus-
wertung zum Bestimmen der lokalen Materialeigenschaft
kann bildpixelweise eine solche Materialbestimmung
stattfinden. Dies kann die gesamte Oberflache der Chip-
karte 1 erfassen oder Teile hiervon. Insbesondere kon-
nen das Bestimmen und das Prifen (zum Identifizieren)
in einer beispielhaften Ausfiihrung wahlweise auch den
Bereich des Sicherheitsmerkmals 7 erfassen. Alternativ
wird ausschlief3lich auRerhalb des Sicherheitsmerkmals
7 gepriift.

[0038] Firden Materialvergleichsparameter kann eine
die Chipkarte 1 eineindeutig kennzeichnende Materialei-
genschaft herangezogen werden, die Folge einer Pro-
zessschwankung beim Herstellen der Chipkarte 1 ist.
Beispielweise kann die Chipkarte 1 mittels Laminieren
von Kunststofffolien hergestellt werden, wie dies in ver-
schiedenen Ausfiihrungen an sich bekannt ist. Es ist be-
kannt, dass dieser oder andere Produktionsprozesse ei-
ne natirliche Schwankungsbreite aufweisen, die zu einer
charakteristischen Variation von Materialeigenschaften
fuhrt. Ist die Prozessschwankung zeitlich stabil fiihrt die-
se zu einer bestimmbaren (messbaren) und eineindeutig
zuordenbaren Materialeigenschaft, weshalb diese als ei-
ne "eingravierte" Prozessschwankung angesehen wer-
den kann.

[0039] Die Prozessschwankungen kénnen zum Bei-
spiel zu eineindeutigen optischen Eigenschaften fihren,
wie beispielsweise optische Transmissionseigenschaf-
ten in einem bestimmten Wellenlangenbereich oder
schwankende stoffliche Konzentrationen / Dichten in ver-
schiedenen Volumen- oder Flachenelementen in / auf
der Chipkarte 1 oder die Qualitat und die Verteilung von
Materialgrenzflachen innerhalb der Chipkarte. Auch kén-
nen so beim Herstellen aufgrund von Prozessschwan-
kungen eineindeutig identifizierbare dielektrische Funk-
tionen des Kunststoffkdrpers der Chipkarte.

[0040] Alternativ oder ergdnzend kénnen eine oder
mehrere eineindeutige Materialmodifikationen fir den
Kartenkorper der Chipkarte 1 erzeugt werden, zum Bei-
spiel im Verlauf des Herstellungsprozesses und / oder
nachtraglich. Solche Materialmodifikationen kdnnen bei-
spielweise eine eineindeutige spektrale Materialsignatur
in das Sicherheitsdokument einflihren, insbesondere die
Chipkarte 1. Eine eineindeutige spektrale Materialsigna-
tur kann zum Beispiel eine neue optisch bestimmbare
Bande (Absorption / Transmission / Emission) in einem
Spektralbereich sein. Diese spektrale Bande kann sich
beispielsweise im THz-Spektralbereich befinden. Die
eineindeutige spektrale Materialsignatur kénnte zum
Beispiel auch durch spezielle Transmissionseigenschaf-
ten integriert werden, die Uber einen bestimmten Wel-
lenldngenbereich gegeben sind. Eine Mdglichkeit der
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Schaffung einer neuen spektralen Materialsignatur im
spektralen IR-Bereich mithilfe stofflicher Modifikation von
Polycarbonat ist beispielsweise in dem Dokument EP 3
059 713 A1 beschrieben. Dort ist ein Verfahren zum Ve-
rifizieren der Echtheit eines Wert- oder Sicherheitsdoku-
ments offenbart, bei dem in dem Kunststoffmaterial das
Vorhandensein eines ersten und eines zweiten Polymers
mittels spektraler Analyse im Infrarot-Bereich optisch be-
stimmt werden.

[0041] Die Materialeigenschaft oder die Materialeigen-
schaften, die die Chipkarte 1 eineindeutig identifizieren,
sind anhand eines oder mehrerer Materialvergleichspa-
rameter bestimmbar (mess- oder priifbar). Diese bilden
einer Materialsignatur der Chipkarte 1 oder eines ande-
ren Sicherheits- oder Wertdokuments, zum Beispiel eine
optisch bestimmbar Materialsignatur, die spektral aufge-
l6st bestimmt werden kann. Fir den oder die Material-
vergleichsparameter werden elektronische Vergleichs-
daten erzeugt und in der zentralen Datenbank 3 und /
oder dem lokalen Datenspeicher abgespeichert, so dass
die Vergleichsdaten ausgewertet werden kénnen, wenn
das Sicherheits- oder Wertdokument identifiziert werden
soll.

[0042] In einer Ausfiihrung kann beim Bestimmen der
Vergleichsdaten wie folgt gemaR Fig. 2 vorgegangen
werden. Zunachst werden in einem Schritt 10 Rohmess-
daten bestimmt, zum Beispiel mittels eines optischen
Analysegerats wie Spektralapparat zum Messen von Ab-
sorption und Transmission. Hierbei handelt es sich um
Messdaten, die beim Bestimmen der Chipkarte 1 oder
eines anderen Sicherheits- oder Wertdokuments fiir die
eine oder die mehreren Materialeigenschaften gemes-
sen werden.

[0043] Sodann kdnnen im Schritt 11 mithilfe eines Al-
gorithmus aus den Rohmessdaten eine oder mehrere
charakteristische Materialeigenschaften bestimmt wer-
den, zum Beispiel optische Eigenschaften, wahlweise
spektral aufgelést. Das kdnnen beispielsweise eine In-
tensitat | bei einer festen Wellenlange A (I(1)), ein Fl&-
chenintegral unter der Messkurve flir Absorption oder
Transmission Uber einen spektralen Bereich zwischen
zwei Wellenlangen A4 und A, oder andere mathemati-
sche Funktionen sein, die sich aus dem spektralen Ver-
lauf der Rohmessdaten ableiten lassen.

[0044] Nachfolgend wird im Schritt 12 bestimmt, ob die
eine oder die mehreren charakteristische Materialeigen-
schaften einzigartig sind, also fir eine eineindeutige
Identifizierung allein auf Basis der Materialeigen-
schaft(en) geeignet sind. Hierzu kénnen die eine oder
die mehreren charakteristischen Materialeigenschaften
mit allen in der zentralen Datenbank 3 abgespeicherten
Materialsignaturen abgeglichen werden, um die Einein-
deutigkeit zu prifen. Wenn die eine oder die mehreren
charakteristischen Materialeigenschaften als einzigartig
(eineindeutig) identifiziert wurden, wird im Schritt 14 eine
Materialsignatur fir das Werkstlick (zum Beispiel Chip-
karte 1) des Sicherheits- oder Wertdokuments abgespei-
chert und in der zentralen Datenbank 3 und / oder dem
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lokalen Datenspeicher abgelegt. Somit ist eine spatere
Prifung (Identifizierung) im Schritt 15 anhand der Mate-
rialsignatur moglich, wenn das gleiche Messverfahren
und das gleiche Prifverfahren erneut durchgefiihrt wer-
den.

[0045] Charakteristische Materialeigenschaften kén-
nen fiir nur einen einzigen lokalen Bereich, zum Beispiel
nur einen lokalen Bereich der Chipkarte 1, oder fir meh-
rere lokale Bereiche 8 bestimmt werden und dann zur
Identifizierung herangezogen werden. Zum Beispiel kon-
nen ein oder mehrere Volumen- oder Flachenelemente
oder bestimmte Punkte des Korpers des Sicherheits-
oder Wertdokuments ausgewertet werden.

[0046] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf Fig.
3 beispielhaft eine Ausfiihrungsform fiir das Bestimmen
einer Materialsignatur fir die Chipkarte 1 ndher beschrie-
ben. Hierbeiwird ein Kérper fiir die Chipkarte 1 als Stapel
von Kunststofffolien mittels Laminieren hergestellt. Fir
den laminierten Stapel kdnnen ein oder mehrere Mate-
rialeigenschaften (Materialsignatur) bestimmt werden,
insbesondere optisch.

[0047] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung, bei
der eine Schichtanordnung 20 mit gestapelten Kunst-
stofffolienschichten 21 im nichtlaminierten Zustand einer
Arbeitsstation 22 zugefiihrt wird, um einer Schichtanord-
nung 23 der Kunststofffolienschichten 21 im laminierten
Zustand herzustellen. Die so hergestellte Schichtanord-
nung 23 mit den Kunststofffolienschichten 21 im lami-
nierten Zustand wird dann einer optischen Messvorrich-
tung 24 zugeflhrt, mit der die Schichtanordnung 23 mit
den Kunststofffolienschichten 21 im laminierten Zustand
als Prifling optisch bestimmt wird.

[0048] Die Lamination der Kunststofffolienschichten
21 erfolgt beispielsweise in einem bei der Herstellung
von Sicherheitsdokumenten bekannten HeilRpressver-
fahren, bei dem thermoplastische Kunststoffe unter er-
héhten Temperaturen zusammengepresst werden, so
dass ein Monoblock gebildet wird. Das Fligen der Schich-
ten kann aber auch mittels Einsatz von Klebstoff oder
mittels Kunststoffschweien erfolgen. Infolge des Lami-
nierens kann Schichtanordnung 23 der Kunststofffolien-
schichten 21 im Wesentlichen frei von inneren Grenzfla-
chen ausgebildet sein.

[0049] Beim optischen Bestimmen der Materialeigen-
schaften, die dann fir die eineindeutige Identifizierung
herangezogen werden sollen, werden von einer Mess-
lichtquelle 25 erzeugte Messlichtstrahlen 26 auf die
Schichtanordnung 23 eingestrahlt. Mithilfe einer ersten
und zweiten Detektoreinrichtung 27, 28 werden reflek-
tierte Messlichtstrahlen 30 und transmittierte Messlicht-
strahlen 31 erfasst. Zugehdrige Messsignale werden an
eine Auswerteinrichtung 32 gegeben, die eingerichtet ist,
wenigstens einen optischen Messparameter aus den
Messsignalen zu bestimmen, beispielsweise einen
Transmissionsgrad und / oder einen Reflexionsgrad fur
den untersuchten Prifling (Kartenkdrper).

[0050] Mit der optischen Messvorrichtung 24 kénnen
unterschiedliche Schichtanordnungen jeweils optisch
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bestimmt werden, um danach mithilfe der Auswerteein-
richtung 32 eine oder mehrere optische bestimmbare
Materialeigenschaften fir die untersuchten Schichtan-
ordnungen zu bestimmen, die potenziell fir die einein-
deutige Identifizierung herangezogen werden kénnen.
[0051] In einer Ausgestaltung ist vorgesehen, zu-
nachst eine Schichtanordnung mit gestapelten Kunst-
stofffolienschichten im laminierten Zustand als Referenz
optisch zu bestimmen. Hierbei werden fir die als Refe-
renz dienende Schichtanordnung ein Transmissions-
grad T und ein Reflexionsgrad R als Absolut- und / oder
RelativgréRen bestimmt. Fiir diese optischen Messpara-
meter gilt: I=R+T, wobei | die Lichtintensitat der einfal-
lenden Messlichtstrahlen 26 angibt. Dieser Gleichung
liegt die Annahme zugrunde, dass in dem untersuchten
Prifling keine Absorption der Messlichtstrahlen 26 statt-
findet. Diese Messsituation ist schematisch in Fig. 4 ge-
zeigt.

[0052] Die fur die als Referenz ausgewahlte Schichta-
nordnung gewonnenen optischen Messparameter kon-
nen mit gleichen optischen Messparametern flr die
Schichtanordnung 23 (Prufling) verglichen werden. Fir
deren Bestimmung ist eine Messsituation schematisch
in Fig. 4 und 5 gezeigt. An lokalen Defekten oder Fehl-
stellen 40 innerhalb der Schichtanordnung 23 kommt es
zur Lichtreflexion, sodass sich folgendes ergibt:
1=R+R’+T”, woraus folgt: T'=T-R’. Im Unterschied zur
Ausgangssituation nach Fig. 3, welche eine ideale
Schichtanordnung von laminierten Kunststofffolien be-
trifft, bei denen im Schichtstapel die Reflexion minimiert
ist oder gar nicht stattfindet, ergibt sich aufgrund der lo-
kalen Fehlstellen 40 ein gedndertes optisches Verhalten,
welches indikativ ist flr die Laminierqualitatinnerhalb der
untersuchten Schichtanordnung. Eine oder mehrere lo-
kalen Fehlstellen, die eine Art von (herstellungsbeding-
ter) Anomalie bilden kdnnen, kénnen als Materialsignatur
herangezogenwerden. Anomalien optisch oder nicht-op-
tische bestimmbarer Eigenschaften kdnnen alternativ
auch gezielt erzeugt werden bei der Herstellung.
[0053] Liegtdie Differenz von T und T’ innerhalb einer
vorgegebenen Fehlertoleranz oder ist etwa Null, liegt ei-
ne Schichtanordnung von laminierten Kunststofffolien-
schichten vor, die fir einen Kérper einer Kunststoffkarte
geeignet ist. Andernfalls kann die Schichtanordnung 23
wahlweise als Ausschuss qualifiziert werden. Alternativ
kann das abweichende, aufRerhalb der Toleranzgrenzen
liegende Transmissionsverhalten als Materialsignatur
herangezogen werden, insbesondere dann, wenn es in-
nerhalb einer vorbestimmten Schwankung (beispielwei-
se groRer als Toleranzgrenze betreffend Ausschuss) der
optischen Transmission liegt. Das entsprechende Prif-
ergebnis kann in der Auswerteeinrichtung 32 Uber eine
Anzeige ausgegeben werden.

[0054] Alternativ oder ergédnzend kénnen die opti-
schen Messparameter, insbesondere Reflexion und /
oder Transmission, flr eine Schichtanordnung der
Kunststofffolienschichten 21 im nichtlaminierten Zustand
bestimmt werden. Die zugehdrige Messsituation ist
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schematisch in Fig. 6 gezeigt. Es ergibt sich folgendes:
I=R1+R2+R3+T". Jede der Kunststofffolienschichten 21
tragt zum reflektierten Licht bei. Insgesamt gilt sodann:
T'<T'<T.

[0055] Firden Fall T"=T-T ist bei der Messsignalaus-
wertung zu schlussfolgern, dassin dem untersuchten Be-
reich der Schichtanordnung 23 eine Lamination nicht er-
folgt ist. Gilt T"<T-T’, ist auf nicht laminierte Bereich in
der Schichtanordnung 23 zu schlief3en. Diese Materialei-
genschaft "nichtlaminiert oder nicht vollstandig laminiert"
in dem zugeordneten lokalen Bereich kann als Material-
signatur herangezogen werden.

[0056] Mitdem beschriebenen Verfahren kann der Au-
tohasionsgrad fur die laminierten Kunststofffolienschich-
ten zerstérungsfrei bestimmt werden, was weiterhin als
MaR fur die Grenzflachenfestigkeit in dem Stapel der
Kunststofffolienschichten 21 verwendet werden kann.
[0057] In der Auswerteeinrichtung 32 kénnen vor dem
Prifen der Schichtanordnung 23 mit den gestapelten
Kunststofffolienschichten 21 im laminierten Zustand fir
die zu messenden optischen Messparameter ein oder
mehrere Referenzwerte hinterlegt werden, insbesonde-
re in einem elektronischen Speichermedium. Je nach
Prifaufgabe kann einer der Referenzwerte ausgewahlt
werden, beispielsweise in Abhangigkeit vom Aufbau der
Schichtanordnung (Anzahl und Dicke der Kunststofffoli-
enschichten).

[0058] Die Kunststofffolienschichten 21 kénnen bei-
spielsweise als Polycarbonatfolien ausgebildet sein. Vor
dem Laminierprozess besitzen diese und andere Kunst-
stofffolien eine naturliche Oberflachenrauigkeit, weshalb
solche Kunststofffolien in der Durchsicht dann als "triib"
erscheinen. Die Trubheit einer Kunststofffolienschicht
bei einer Lichtwellenldnge wird beispielsweise durch sei-
nen Hazewert beschrieben, der zum Beispiel gemaf der
Norm ASTM D 1003 bestimmt werden kann.

[0059] Werdendie Folieninderbeschriebenen Artund
Weise laminiert, verschwinden beim Laminieren die
Grenzflachen zwischen den Kunststofffolien aufgrund
plastischer Verformung der Oberflachen und der Auto-
hasion vom Polycarbonatketten iber Grenzflachen hin-
weg. Eine ideal laminierte Schichtanordnung weist daher
im Wesentlichen keine physikalischen Grenzflachen
mehr auf. Die Quelle der diffusen Lichtstreuung (Ober-
flachenrauigkeit) wird durch das Laminieren zumindest
verringert. Hierdurch wird die Lichttransmission bei Wel-
lenldngen, bei denen die Schichtanordnung im Wesent-
lichen keine Absorption aufweist, deutlich erhéht, was
den Hazewert verringert. Charakteristische Werte fir
den Hazewert in einem oder mehreren lokalen Berei-
chen, die Uber die Oberflache verteilt sind, kdbnnen als
Materialsignatur und somit einen Kunststoffkartenkérper
eineindeutig individualisierend herangezogen werden.
[0060] Fig. 7 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner weiteren Vorrichtung zum zerstérungsfreien Bestim-
men einer Schichtanordnung 23 der Kunststofffolien-
schichten 21 im laminierten Zustand. Fir gleiche Merk-
male werden dieselben Bezugszeichen wie in Fig. 3 ver-
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wendet. Im Unterschied zur Vorrichtung in Fig. 3 sind
weitere Lichtquellen 50, 51 vorgesehen, die auf gegen-
Uberliegenden Seiten der Schichtanordnung 23 ange-
ordnet sind. Die Messlichtstrahlen 30, 31 werden ge-
meinsam von der Detektoreinrichtung 27 empfangen.
[0061] Dieindervorstehenden Beschreibung, den An-
sprichen sowie der Zeichnung offenbarten Merkmale
kénnen sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombina-
tion fur die Verwirklichung der verschiedenen Ausfiihrun-
gen von Bedeutung sein.

Bezuaszeichenliste

[0062]

1 Chipkarte

2 Prifeinrichtung

3 zentrale Datenbank

4 lokaler Materialabschnitt

5 Chipmodul

6 Servereinrichtung

7 Sicherheitsmerkmal

8 lokale Bereiche

10 ... 15  Verfahrensschritte

20 Schichtanordnung mit gestapelten Kunst-
stofffolienschichten

21 gestapelte Kunststofffolienschichten

22 Arbeitsstation

23 Schichtanordnung

24 optische Messvorrichtung

25 Messlichtquelle

26 Messlichtstrahlen

27, 28 Detektoreinrichtung

30 reflektierte Messlichtstrahlen

31 transmittierte Messlichtstrahlen

32 Auswerteinrichtung

40 lokale Fehlstellen

50, 51 weitere Lichtquellen

Patentanspriiche

1. Verfahren zum eineindeutigen Identifizieren eines
Dokuments (1; 20), welches als ein Sicherheits- oder
ein Wertdokument ausgebildet ist, wobei das Ver-
fahren die folgenden Schritte aufweist:

- Bereitstellen eines Dokuments (1; 20) (1; 20),
welches aus einem oder mehreren Materialien
hergestellt ist;

- Bestimmen eines Materialvergleichsparame-
ters fir eine Materialeigenschaft in zumindest
einem Materialabschnitt (4) des Dokuments (1;
20);

- Speichern von den Materialvergleichsparame-
ter angebenden Vergleichsdaten in einem loka-
len Speicher des Dokuments (1; 20) und / oder
einer zentralen Datenbank (3) und
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- Bestimmen des Dokuments (1; 20), wobei hier-
bei

- ein Materialprifparameter fiir den zumin-
dest einen Materialabschnitt (4) und / oder
einen weiteren Materialabschnitt des Doku-
ments (1; 20), der von dem zumindest einen
Materialabschnitt (4) verschieden ist, be-
stimmt wird;

-die Vergleichsdaten aus dem lokalen Spei-
cher des Dokuments (1; 20) und / oder der
zentralen Datenbank (3) ausgelesen und
mit Prifdaten verglichen werden, die den
Materialprifparameter angeben; und

- das Dokument (1; 20) als eineindeutig
identifiziert bestimmt wird, wenn beim Ver-
gleichen der Priifdaten und der Vergleichs-
datenfestgestellt wird, das der Materialprif-
parameter innerhalb vorgegebener Para-
metergrenzen dem Materialvergleichspa-
rameter entspricht.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Materialpriifparameter und der
Materialvergleichsparameter mittels eines opti-
schen Messverfahrens bestimmt werden.

Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Materialpriifparameter und der
Materialvergleichsparameter bei dem optischen
Messverfahren als ein Parameter fiir eine optische
Eigenschaft aus der folgenden Gruppe bestimmt
werden: Transmission, Absorption, Reflexion und
Emission.

Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Materialpriifparameter und
der Materialvergleichsparameter eine spektral auf-
geléste Materialsignatur bilden, bei der der Materi-
alprifparameter und der Materialvergleichsparame-
ter eine spektral aufgeléste Materialeigenschaft be-
treffen.

Verfahren nach mindestens einem der vorangehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Materialvergleichsparameter und der Material-
prufparameter jeweils in demselben lokalen Bereich
des zumindest einen Materialabschnitts des Doku-
ments (1; 20) bestimmt werden.

Verfahren nach mindestens einem der vorangehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Materialvergleichsparameter und der Material-
prifparameter in einem Materialabschnitt des Doku-
ments (1; 20) bestimmt werden, welcher eine her-
stellungsbedingte Anderung oder Anomalie der Ma-
terialeigenschaften aufweist.
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10.

1.

12.

13.

Verfahren nach mindestens einem der vorangehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Materialvergleichsparameter und der Material-
prifparameter in einem Materialabschnitt des Doku-
ments (1; 20) bestimmt werden, welcher hinsichtlich
der Materialeigenschaft gleich anderen Materialab-
schnitten des Dokuments (1; 20) ausgebildet ist.

Verfahren nach mindestens einem der vorangehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Materialvergleichsparameter und der Material-
prifparameter in dem zumindest einen Materialab-
schnitt (4) des Dokuments (1; 20), welcher eine flr
das Dokument (1; 20) eineindeutige Materialeigen-
schaft aufweist, und zusatzlich in einem Materialab-
schnitt des Dokuments (1; 20) bestimmt werden,
welcher keine fir das Dokument (1; 20) eineindeu-
tige Materialeigenschaft aufweist.

Verfahren nach mindestens einem der vorangehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Dokument (1; 20) ein zum eineindeutigen Iden-
tifizieren des Dokuments (1; 20) auswertbares Si-
cherheitsmerkmal (7) aufweist und die durch den
Materialvergleichsparameter angegebene Materi-
aleigenschaft nicht mit dem Sicherheitsmerkmal (7)
in Verbindung steht.

Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zumindest eine Materialab-
schnitt (4) des Dokuments (1; 20) auRerhalb eines
von dem Sicherheitsmerkmal (7) erfassten Materi-
alabschnitts des Dokuments (1; 20) angeordnet ist.

Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Bestimmen des Doku-
ments (1; 20) weiterhin Folgendes umfasst:

- Auswerten des Sicherheitsmerkmals (7) zum
Identifizieren des Dokuments (1; 20) und

- eineindeutiges ldentifizieren des Dokuments
(1; 20), wenn der Materialprifparameter dem
Materialvergleichsparameter entspricht und das
Dokument zusétzlich anhand des Sicherheits-
merkmals (7) identifiziert wird.

Verfahren nach mindestens einem der vorangehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Materialvergleichsparameter und der Material-
priufparameter in wenigstens einem weiteren Mate-
rialabschnitt des Dokuments (1; 20) bestimmt wer-
den.

Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeich, n e t, dass der Materialvergleichsparameter
und der Materialprifparameter in einer Vielzahl ver-
schiedener Materialabschnitte (8) des Dokuments
(1; 20) bestimmt werden, die Uiber eine Gesamtober-



14.

15.

17 EP 3 415 339 A1

flache oder einen Teilbereich hiervon des Doku-
ments (1; 20) verteilt angeordnet sind.

Verfahren nach mindestens einem der vorangehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein weiterer Materialvergleichsparameter und ein
zugeordneter weiterer Materialprifparameter be-
stimmt und in das Bestimmen des Dokuments (1;
20) dem Auswerten des Materialvergleichsparame-
ters und des Materialprifparameters entsprechend
einbezogen werden.

Sicherheits- oder Wertdokument (1; 20), welches
mittels eines Verfahrens nach mindestens einem der
vorangehenden Anspriiche eineindeutig identifizier-
barist, miteinem lokalen Datenspeicher, in welchem
Vergleichsdaten gespeichert sind, die einen Materi-
alvergleichsparameter fir zumindest einen Materi-
alabschnitt des Dokuments (1; 20) anzeigen.
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